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概要

通常、SIMS測定では数mm角で表面が平坦なチップを用いて分析を行いますが、1mm角以下の小さな
チップや特殊な形状の試料についても固定の前処理を施すことで分析が可能です。
微量成分を調べたい試料の中には、微小チップやワイヤー状試料など、通常ではSIMS分析には適さな
い形状のものがあります（図1）。このような試料では固定を行った後に分析を行います（図2）。他にも試
料の断面や側面、特殊な形状の試料においても前処理を施すことで分析が可能となる場合があります。
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固定方法の工夫により特殊な形状でも分析可能
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分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

特殊形状試料のSIMS測定特殊形状試料のSIMS測定
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図2 ワイヤー状試料表面からのSIMS分析結果図1 サンプル固定例写真
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①微小チップ ②ワイヤー状試料


